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PROCEDURE ADAPTEE

C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Acquisition d’un module de microscopie à force atomique
Pour plus de précisions, le candidat peut contacter le référent technique, porteur du projet :
M. Guillaume HERLEM 

UFR SMP Bâtiment Rabelais

16 route de Gray

Tel : 03 81 66 63 70 

Mail : guillaume.herlem@univ-fcomte.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Projet Région Structurant d’envergure DELPHI

1 - Configuration minimale requise
Le laboratoire souhaite acquérir un dispositif de microscopie à force atomique performant compatible avec un module de mesure des propriétés électriques (existant au laboratoire, système resiscope) à grande dynamique de gamme de mesure typiquement 10 décades) sur un seul module et permettant l'acquisition à une vitesse de balayage normale (1 à 2 lignes par seconde).

Le système AFM avec scanner XY doit permettre des mesures de surface en mode contact/LFM et mode oscillant intégrant une détection de phase réalisée par un lock-in interne allant jusqu’à 6MHz d’excitation de la pointe.

· Scanner balayage 90 microns minimum et 8µm en Z

· Electronique 24 bits bas-bruit – 8 canaux d’acquisition, laser bas-bruit

· Niveau de bruit en Z inférieur à 0.05nm RMS

· résolution xy au moins 0.06 Angstrom

· résolution z au moins 0.006 Angstrom

· balayage par 3 piézo indépendants sur un montage type « Flexure stage » pour un 
possible couplage optique
· La base de l’AFM doit être totalement amagnétique
· approche verticale motorisée de l'échantillon/pointe

· taille échantillon : diamètre jusqu'à 50 mm et hauteur jusqu'à 15 mm
· Possibilité de brancher un potentiostat pour des mesures électrochimiques

L’ensemble devra être livré avec un système d’amortissement de vibrations acoustiques. Acquisition dans un liquide.
Le dispositif proposera les modes suivants :

- Contact mode 

- Lateral Force Microscopy 

- Force Spectroscopy 

- Mode oscillant (Tapping mode type / non-contact)

- Phase Imaging 

- Force Modulation Microscopy 

- Compatible avec un mode de mesure de résistance locale avec une grande dynamique (10 décades sur le même module) déjà présent au laboratoire. Le passage entre modes sera géré par logiciel.

2 - Configuration évolutive – options :
a) Le système doit pouvoir évoluer de manière simple vers un fonctionnement à température contrôlée (jusqu'à 200°C min.) et atmosphère contrôlée,

b) Il doit pouvoir évoluer vers des mesures de Résistance grande dynamique (10 décades) en mode non destructif (sans mode contact permanent),

c) Le système doit comporter un microscope avec caméra CCD pour visualisation haute et latérale.

d) Une caméra CCD pourra être installée
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